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Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen 

@ Mikroskop mit mindestens einem Strahlteiler 

@ Mikroskop mit mindestens einem Strahlteiler, insbe- 
sondere zur Untersuchung von fluoreszierenden Proben, 
wobei zur Reflexunterdruckung unerwunschtes Beleuch- 
tungslicht auf eine zumindest teilweise Kegelform auf- 
weisende reflektierende Oberflache gelenkt wird und vor- 
teilhaft ein drehbarer Revolver zur Einschwenkung unter- 
schiedlicher Strahlteilerwiirfel vorgesehen ist und sich 
die Oberflache in der Mitte des Revolvers befindet. 
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Beschreibung 

Reflektormodule fiir die Fluoreszenzmikroskopie beste- 
hen aus zwei Filtern und dem selektiv wirkenden Teilerspie- 
gei. 5 

Das die Fluoreszenz des Praparates anregende Licht wird 
durch das Anregungsfilter dem gewahlten Applikationsver- 
fahren entsprechend schmalbandig und in der benotigten 
Wellenlange zur Verfugung gestellt. Der Teiierspiegel lenkt 
dieses Licht moglichst effizient durch das Objektiv auf das 10 
Praparat. Die dort emitliertc Wellenlange mil cincin VcrsaLz 
bezogen auf das Anregungslicht ins langwellige Spektrum 
passierl wiederum den Teiierspiegel. Auch dieser zweite 
Durchtritt durch den Teiierspiegel muB effizient, bezogen 
auf die Wellenlange erf ol gen. Ein nach dem Teiierspiegel 15 
angebrachtes Sperrfilter laBt das emittierle Licht nahezu 
hundertprozentig durch, die moglichen Anteiie des Anre- 
gungslichtes aber werden genauso vollstandig zuruckgehal- 
ten. 

20 

Fig. 1 

Ausschnitthaft dargestellt ist der uber das Anregungsfilter 
AF einfallende Beleuchtungsstrahlengang BL zur Fluores- 
zenzanregung in einem nicht dargestellten Mikroskop, der 25 
an einem Strahlteiler ST in Richtung BL1 eines Objektes 
uber ein nicht dargeslelltes Objektiv umgelenkl wird. 

Das vom Objekt zuriickkommende Licht OL gelangt uber 
einen Sperrfilter SF nach oben in Richtung eines Auswerte- 
strahlenganges mit nicht dargestellter Tubuslinse und bei- 30 
spielsweise einer TV-Kamera. 

Ein gestrichelt dargestellter Strahlengang RL zeigt einen 
unerwunschten Anteil des Beleuchtungslichtes BL, der 
durch den Strahlteiler ST hindurchgeht und auf die ge- 
schwarzte Ruckwand R fallt, die diesen unerwunschten Teil 35 
des Anregungslichtes moglichst vollstandig absorbieren 
soli. 

An dieser Ruckwand wird jedoch an unvermeidbaren Mi- 
nistrukturen der Oberflache ein Anteil RL1 reflektiert bzw. 
gestreut und gelangt unter einem Winkel zuruck auf die 40 
Glasflache des Strahlteilers ST und von diesem unter einem 
Winkel zur optischen Achse als unerwunschtes Reflexlicht 
RL2 in Richtung der Beobachlung/Detektion. 

Durch den Winkel zur optischen Achse kann auch der 
winkelabhangige Sperrfilter diesen Anteil nicht vollstandig 45 
ausfiltem. 

Wie aus Bild 1 ersichtlich, erfolgt durch Reflektormodule 
bisherigerBauart eine teilweise ungerichtete Reflexion bzw. 
Streuung des Anregungslichtes, das den Teiler ohne Refle- 
xion passiert auf den Teiler zuruck und dann in den Emissi- 50 
onskanal. Da mit dieser ungerichteten Reflexion die Strahl- 
winkel so verandert werden, daB sie die richtungsabhangige 
Selektivitat von Teiler und Emission sfilter durchbrechen, ist 
die optische Vorausselzung fiir die Unlergrundaufhellung 
gegeben. Im Emissionskanal sorgt es wie Eigen fluoreszenz 55 
von Glasern und Schichten fiir eine Aufhellung des Bild- 
Untergrundes, die den Intensitatsabstand zum Nutzsignal 
verringert und damit die Detektion von schwachen Fluores- 
zenzsignalen erschwert oder unmoglich macht. Das ist zu 
verbessern. 60 

In Fig. 2 ist vorteilhaft die Ruckwand R entfernt und da- 
mit lichtdurchlassig, und das durchgehende Beleuchtungs- 
licht fallt auf einen im Schnitt dargestellten Kegelmantel 
KL, der gewahrleistel, daB das Licht vollstandig aus dem 
Strahlengang nach unten herausreflektiert wird. Dazu eignet 65 
sich optimal das im Bild 2 gezeigte Lager der Reflektormo- 
dule, das im Hauplschnitt sowohl unter 45° zum einfalien- 
den Licht steht, als auch durch die Kreise unterschiedlichen 



Durchmessers in den Sagittalschnitten dem Anspruch einer 
Lichtfalle entspricht. 

In Fig. 3 ist ein uber einen Zahnkranz ZK drehbarer Re- 
volver R dargestellt, der den vorteilhaften Wechsel von bis 
zu acht unterschiedlichen Strahlteilern in den Strahlengang 
ermoglicht. Dargestellt sind zwei Strahlteiler ST. 

In der Mitte angeordnet ist der Kegelmantel KL, auf den 
uber die offene Ruckwand des jeweils eingeschwenkten 
Strahlteilers die Reflexe gelangen und abgelenkt werden. 

Ixichte Abweichungen von der Kegelmantelform in 
Richtung einer leichl sharisch gekrummten Flache sind 
ebenfalls denkbar, ohne den erfinderischen Gedanken der 
Umleitung der Storreflexe zu verlassen. 

Patentanspriiche 

1. Mikroskop mit mindestens einem Strahlteiler, ins- 
besondere zur Untersuchung von fluoreszierenden Pro- 
ben, wobei zur Reflexunterdriickung unerwunschtes 
Beleuchtungslicht auf eine zumindest teilweise Kegel- 
form aufweisende reflektierende Oberflache gelenkt 
wird. 

2. Mikroskop nach Anspruch 1, wobei ein drehbarer 
Revolver zur Einschwenkung unterschiedlicher Strahl- 
teilerwurfel vorgesehen ist und sich die Oberflache in 
der Mitte des Revolvers befindet. 

3. Mikroskop nach Anspruch 2, wobei die Oberflache 
eine glatte polierte Beschichtung aufweist. 

4. Mikroskop mit mindestens einem Strahlteilerwur- 
fel, insbesondere nach Anspruch 1, 2 oder 3, insbeson- 
dere zur Untersuchung von fluoreszierenden Proben, 
wobei zur Reflexunterdriickung unerwunschtes Be- 
leuchtungslicht uber eine lichtdurchlassige OfFnung an 
einer Seite des Strahlteilerwiirfels aus dem Beobach- 
tungs/Abbildungsstrahlengang herausgelenkt wird. 
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Abstract of corresponding document: US6276804 

A microscope with at least one beam splitter, 
particularly for the examination of fluorescing 
specimens, wherein unwanted illumination light is 
deflected onto a reflecting surface having an at 
least partially conical shape for the purpose of 
suppressing reflections, and a rotatable turret is 
advantageously provided for swiveling in different 
beam splitter cubes, and the surface is located in 
the middle of the turret. 
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